











DELTASCOPE® FMP10 und FMP30

ISOSCOPE® FMP10 und FMP30

DUALSCOPE® FMP20 und FMP40

Die FMP-Handgeréate messen Schichtdicken hochprazise
und zerstérungsfrei. Magnetinduktiv (DELTA), mit Wirbel-
strom (ISO) oder beiden Verfahren (DUAL). Sie sind
modern, robust und leicht bedienbar und kénnen an
jede Messaufgabe mit wechselbaren Sonden angepasst
werden.

FMP10 und FMP20 sind der Einstieg in die professio-
nelle mobile Messtechnik, ideal bei wiederkehrenden
Messaufgaben.

FMP30 und FMP40 verfiigen zusétzlich Gber unterschied-
liche Strategien zur Messwertaufnahme, mehr Speicher
und Bluetooth®-Datenibertragung. Durch umfangreiche
graphische und statistische Auswerteméglichkeiten sind
sie bestens geeignet fir komplexe Messaufgaben.

DUALSCOPE® FMP100

Der grof3e Bruder der FMP-Familie, mit extrem einfacher
Bedienung, hochauflésendem Color-Touchscreen und
Windows™ CE Betriebssystem. Universell in der Mes-
sung, magnetinduktiv oder mit Wirbelstrom.

Ideal fir unterschiedlichste Messaufgaben, da Einstel-
lung und Kalibrierung nahezu unbegrenzt gespeichert
und abgerufen werden kénnen.

Neben umfangreichen Auswerte- und Statistikfunktionen
bietet das FMP100 flexible grafische Darstellungen
der Messwerte. Mit der FDD®-Software (Fertigungs-
Diagnose-Diagramm) ist ein innovatives Werkzeug zur
Qualitatskontrolle integriert.
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DUALSCOPE® MPO
Robust, handlich und klein — die MPO Baureihe mit
integrierter DUAL-Sonde. Fir die mobile, prazise und
zerstérungsfreie Schichtdickenmessung, magnetinduktiv
oder mit Wirbelstrom.

MPOR zusétzlich mit Funk- und USB- Schnittstelle.
MPOR-FP mit Funk, USB und fest angeschlossener Kabel-
sonde. 1

PHASCOPE® PMP10
Das PMP10 misst zerstorungsfrei mit dem phasensen-
sitiven Wirbelstromverfahren. Es ist geeignet fir Nicht-
eisenschichten auf Stahl oder nichtferromagnetischem
Grundwerkstoff, sowie fir Nickelschichten auf Stahl. Es
ist auch ideal zur Messung von Zink auf Eisen und zur
Bestimmung der Aufkupferungsdicke in Leiterplatten-
bohrungen.

Zusétzlich misst das PMP10 Duplex in einem Messschritt
die einzelne Lagen von Duplex-Schichten und zeigt
diese an. Es ist damit ideal zur Messung der Lack- und
Zinkschichten auf Stahl oder fir Lack auf Aluminium.

SR-SCOPE® RMP30-S

Uber den elektrischen Widerstand wird zerstrungsfrei
die Kupferschichtdicke auf Leiterplatten bestimmt. Ideal
fir Multilayer und diinne Laminate, da keine Beeinflus-
sung durch verdeckte oder gegeniiberliegende Schich-
ten entsteht.

COULOSCOPE® CMS®

CMS-Gerdte messen hochgenau nahezu alle metalli-
schen Schichten — speziell auch Mehrfachschichten —
auf beliebigen Grundwerkstoffen. Sie arbeiten zersts-
rend durch Schichtablésung mittels coulometrischem
Verfahren.

CMS® STEP zur normgerechten STEP-Test-Messung von
Einzelschichten und Potenzialdifferenzen, z. B. fir Mehr-
fach-Nickelschichten.
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FISCHERSCOPE® MMS®

Das Multi-Mess-System der ersten Generation zur zer-
stérungsfreien Schichtdickenmessung und Werkstoff-
prifung. Das MMS kann je nach Bedarf mit unterschied-
lichen Modulkarten und passenden Sonden ausgeristet
werden und steht so fiir viele verschiedene Anwendun-
gen zur Verfigung.

Je nach Konfiguration kénnen Schichtdicken, elekirische
Leitfahigkeit und Ferritgehalt gemessen werden. Folgen-
de Messverfahren stehen zur Auswahl: Wirbelstrom,
magnetisch oder magnetinduktiv, sowie das elekirische
Widerstandsverfahren.

Je nach Ausstattung ist das MMS als MMS PCB speziell
fir die Bestimmung von Kupferschichten und anderen
galvanischen Schichten auf Leiterplatten konfiguriert.

Mit dem Modul BETASCOPE® léisst sich mit dem Betariick-
streuverfahren die Dicke organischer und metallischer
Schichten auf verschiedensten Substraten bestimmen.
Mit der entsprechenden Sonde sogar weiche Schichten
sowie flissige Ol oder Schmierfilme.

FISCHERSCOPE® MMS® PC2
Das Multi-Mess-System der zweiten Generation mit inte-

griertem Windows™ CE und Netzwerkfahigkeit. Es ver-
figt Gber einen groBBen, hochauflésenden Color-Touch-
screen sowie LAN- und USB-Anschlisse. Es ist ideal
zur zerstérungsfreien und hochprdzisen Schichtdicken-
messung und Werkstoffprifung.

Die modulare Bauweise des MMS PC2 erméglicht eine
individuelle Gerdteausfihrung. Es kann jederzeit nach-
geristet und erweitert werden. Hierzu steht eine Viel-
zahl von Modulen und Sonden zur Wahl. Wie beim
MMS kommen unterschiedliche Messverfahren zum
Einsatz. Schichtdicken beinahe aller Materialien auf
Metallen sind damit messbar, sowie metallische
Schichten auf elektrisch nicht leitenden Materialien.
Auch die elekirische Leitfahigkeit von Nichteisen-
metallen und der Ferritgehalt in austenitischen oder
Duplex-Stahlen kann bestimmt werden.

Das MMS PC2 ist vielseitig einsetzbar, im Warenein-
gang, in der Endkontrolle oder in der Produktion. Inte-
griert in den Fertigungsprozess bietet das MMS PC2
umfangreiche Darstellungen der Messwerte, sowie die
Fischer FDD-Software, fiir eine kontinuierliche Qualitéats-
und Prozessiberwachung. Automatisierte Messablaufe
sind einfach zu redlisieren, da ein motorisches Stativ
oder ein XY-Messtisch direkt ansteuerbar ist.

SCHICHTDICKE
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mmmmmme Schichtdickenmessung und Materialanalyse

Ob hochprazise Schichtdickenmessung oder exakte
Materialanalyse, im breiten Sortiment der Fischer Rént-
genfluoreszenz-Spektrometern gibt es fir jeden Einsatz-
zweck das optimale Messgerét. In der FISCHERSCOPE
X-RAY Produktlinie stecken neben vielen Innovationen
und Patenten nahezu 30 Jahre Erfahrung und sténdige
Weiterentwicklung.

Die Bestimmung von Einfach- oder Mehrfachschichten
auf kleinsten Strukturen und grof3en Teilen, die Spuren-
analyse nach RoHS, die Prifung von Schmuck und
Gold oder die In-line Messung in der laufenden Ferti-
gung — FISCHERSCOPE X-RAY Gerdte leisten das. Im
Labor und in der Industrie.

Und die steuernde Intelligenz dieser Messgerdte heif3t
WinFTM®. Sie macht die Bedienung einfach und setzt
MaBstébe in Funktionsvielfalt, Geschwindigkeit und
Prézision.
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FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® und XULM®

Die Modelle der XUL-Baureihe sind kompakte Réntgen-
fluoreszenz-Spekirometer zur Schichtdickenmessung
und Materialanalyse. Réntgenquelle und Detektor sind
unterhalb der Messkammer angeordnet. Dadurch lassen
sich die zu messenden Gegensténde einfach und pré-
Zise positionieren.

Die XUL-Geréte eignen sich fir die Messung von Klein-
teilen mit unterschiedlicher Geometrie, wie Schrauben,
Bolzen oder Muttern, fir Kontakte und andere Elektro-
nikbauteile. Auch der Metallgehalt von Galvanikbéadern
kann schnell und einfach analysiert werden.

Das XULM mit Mikrofokusréhre ist fir Messungen an
sehr kleinen Teilen, Steckerkontakten und Dréhten kon-
zipiert. Es hat zusatzlich vier motorisch einstellbare Blen-
den und drei unterschiedliche Primarfilter fir optimale
Messempfindlichkeit. Dadurch eignet es sich besonders
for die Schmuck- und Uhrenindustrie, aber auch fiir
manuelle Messungen an Leiterplatten.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDL®

Die Gerdte der XDL-Serie sind in der Qualitatssicherung,
der Eingangskontrolle und in der Fertigungsiiberwachung
im Einsatz. Durch die gut zugangliche Messkammer
eignen sie sich besonders fiir die Messung an grof3en
Prisfteilen mit komplexen Geometrien.

Typische Anwendungen sind die Messung galvanischer
Beschichtungen auf Massenteilen, aber auch funktionelle
Schichten in der Elektronik- und Halbleiterindustrie.
Korrosionsschutzschichten und dekorative Schichten
wie Chrom auf Nickel/Kupfer lassen sich mit den XDL-
Gerdaten schnell und prazise bestimmen.

Die XDL-Baureihe kann dank ihrer Modulbauweise mit
einfacher Auflage oder verschiedenen XY-Tischen und
Z-Achse ausgeristet werden. In der Ausfihrung mit pro-
grammierbarem XY-Tisch ist das XDL fir automatisierte
Serienprifungen einsetzbar.

SCHICHTDICKE
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDLM® und XDAL®

Die XDLM mit Mikrofokusréhre und Proportionalzéhlrohr
sind ideal fir die Prifung von Massenteilen und fir die
Messung an sehr kleinen Strukturen von Steckkontakten
und anderen Elektronikbauteilen. Dank der geschlitzten
Messkammer lassen sich aber auch grofie flache Teile
wie Leiterplatten gut positionieren.

Die XDAL-Spekirometer mit Silizium-PIN-Detektor und
Mikrofokusréhre liefern zuverlassige Analyseergebnisse
und Schichtdickenwerte, auch bei kleinen Konzentrati-
onen. Eines der Haupteinsatzgebiete ist die Messung
sehr diinner Schichten an Leiterplatten.

XDLM- und XDAL-Gerdate sind mit vier wechselbaren
Blenden ausgeristet. Mit dem programmierbaren XY-
Tisch kénnen definierte Messpositionen automatisch
angefahren werden.

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®

Die einfach zu bedienenden Réntgenfluoreszenz-Spek-
trometer der XAN-Serie sind ideal fir die Materialana-
lyse in Produktion, Forschung und Entwicklung. Durch
die Anordnung von Réntgenquelle und Detektor unter-
halb der Messkammer lassen sich die zu messenden
Gegenstinde einfach und prézise direkt auf der Auf-
lage positionieren.

XAN-Gerdte analysieren diinne Schichten, Legierungen
und die Zusammensetzung von Pulvern, Flissigkeiten
und Stduben. Sie kommen auch in Scheideanstalten und
beim Zoll zum Einsatz. Fir die Schmuck- und Edel-
metallindustrie sind speziell optimierte Gerdte erhélt-
lich, die auf die Anforderungen dieser Branche ausge-
richtet sind.
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD

Das XDV-SDD mit modernem Silizium-Drift-Detektor ist
speziell fir die zerstérungsfreie Bestimmung weniger
Nanometer dinner Schichten und fiir die prézise Spu-
renanalyse entwickelt. Es ist ideal fir die Messung an
Leiterplatten und Elektronikbauteilen nach RoHS- und
WEEE-Anforderung, fir die Bestimmung komplexer
Mehrschichtsysteme sowie fir die Messung galvanischer
oder aufgedampfter Schichten in der Elektronik- und
Halbleiterindustrie.

Um fiir jede Messung optimale Anregungsbedingungen
zu schaffen, verfigt dieses Gerdt iber elekirisch wech-
selbare Blenden und 6 Primérfilter. Es ist universell ein-
setzbar und durch den schnellen, programmierbaren
XY-Messtisch auch fir automatisierte Messungen z.B.
in der Qualitatskontrolle geeignet.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-p
Das XDV-p ist fur héchste Anforderungen in der Schicht-
dickenmessung und Materialanalyse konzipiert. Durch

die innovative Polykapillar-Réntgenoptik wird ein beson-
ders kleiner Messfleck fiir Messungen an kleinsten Bau-
teilen und Strukturen erreicht. Der moderne Silizium-
Drift-Detektor garantiert eine hohe Genauigkeit der
Analyse sowie eine gute Nachweisempfindlichkeit.
Ideal fir die hochprdzise Messung an Leiterbahnen,
Kontakten oder Lead frames.

Auch das XDV-p verfigt iGber elekirisch wechselbare
Primarfilter fir optimale Anregungsbedingungen. Mit
dem schnellen und prazisen XY-Messtisch kénnen auch
automatisierte Raster-Messungen einfach realisiert
werden.

[—
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FISCHERSCOPE® X-RAY XUV® 773

Das XUV 773 ist ein sehr universelles energiedispersives
Réntgenspekirometer. Es ist besonders fir die zersts-
rungsfreie Analyse diinner Schichten, Spuren und leich-
ter Elemente geeignet. Bis zu 24 Elemente im Bereich
von Natrium (11) bis Uran (92) werden dabei simultan
detektiert. Die Analyse kann unter Umgebungsluft, Helium
oder im Vakuum erfolgen, so dass auch organische oder
feuchte Proben bestimmt werden kénnen.

Es verfigt Gber vier wechselbare Blenden und sechs
Primarfilter. Dadurch ist es ideal fir komplexe Messauf-
gaben geeignet. Mit dem integrierten, programmier-
baren X/Y/Z Tisch und der hochauflésenden Video-
kamera ist die prazise Festlegung der Messstelle sehr
einfach.

Ein moderner Silizium-Drift-Detektor (SDD) mit einer
Energieauflésung von besser als 140 eV garantiert eine
hohe Genauigkeit der Analyse sowie eine sehr gute
Nachweisempfindlichkeit.

Das XUV 773 ist pradestiniert fir die Messung und
Analyse dinner Schichten und ist damit ideal fir die
Qualitatssicherung und Fertigungsoptimierung. Typische
Einsatzgebiete sind die Analyse funktionaler Schichten
in der Elektronik- und Halbleiterindustrie, aber auch von
Gold, Schmuck und Edelsteinen. Besonders bei der
Analyse von Edelsteinen ist sichergestellt, dass keine
Verdnderung der untersuchten Proben auftritt.

Produktiibersicht



FISCHERSCOPE® X-RAY fiir die Inline-Messung

Diese Réntgenspekirometer fir die kontinuierliche
Schichtdickenmessung und -analyse sind speziell auf
die hohen Anforderungen im laufenden Fertigungspro-
zess ausgerichtet.

FISCHERSCOPE® X-RAY 4000

Ausgestattet mit einer schnellen Verfahreinrichtung ist
diese Baureihe ideal, wenn an mehreren Positionen
gemessen werden soll, oder der Messkopf automatisch
und prézise nachgefihrt werden muss.

Die FISCHERSCOPE X-RAY 4000 messen mit einem klei-
nen Messfleck und sind fir kleine Strukturen geeignet.
Massen- und Stanzteile aber auch beschichtete Bander
und Folien kénnen wéhrend der Produktion prazise
gemessen werden.

FISCHERSCOPE® X-RAY 5000

Diese Baureihe ist speziell fur die stetige Inline-Prozess-
kontrolle konzipiert. Sie ist ideal fir die kontinuierliche
zerstérungsfreie Analyse von Legierungen und die
Messung dinnster Schichten und Schichtsysteme direkt
im laufenden Fertigungsprozess. Die FISCHERSCOPE
X-RAY 5000 bestimmen z.B. in der Solarindustrie die
Dicke und Zusammensetzung von CIGS-, CIS- oder
CdTe-Schichten auf unterschiedlichen Grundwerkstoffen
wie Glasplatten, Metall- oder Plastikfolien.

Diese robusten Spekirometer messen im Vakuum oder
an Umgebungsluft und lassen sich direkt in Fertigungs-
anlagen integrieren. Auch Messungen auf sehr heif3en
Substraten mit bis zu 500°C Oberflachentemperatur
sind problemlos méglich.

[—
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Werkstoffprifung

Materialversagen kann fatale Folgen haben. Des-
halb missen Werkstoffe und ihre Verarbeitung
auf Sicherheit, Zuverlassigkeit und Langlebigkeit
geprift werden.

Wenn im Stahlbau die Giite von Schweif3nahten
oder an eloxierten Fassadenelementen die Nach-
verdichtung gemessen wird, wenn an Tanks die
Beschichtung oder an Flugzeugen Aluminium-
strukturen auf Ermidung geprift werden — Mess-
technik von Fischer ist gefragt und bewdhrt.

Produktiibersicht



FERITSCOPE® FMP30

Ein kompaktes Messgerdt zur normgerechten, zersts-
rungsfreien Bestimmung des Ferritgehalts in austeni-

tischem SchweiBgut und in Duplex-Stahlen. Mit dem

magnetinduktiven Verfahren kann der Ferritgehalt zwi-

schen 0,1 und 80 %Fe oder im Ferritnummernbereich

von 0,1 bis 110 FN einfach und schnell vor Ort ge-

messen werden.

ANOTEST® YMP30-S

Das YMP30-S wird zur Prifung der Nachverdichtung
anodischer Schichten auf Aluminium eingesetzt. Es
misst den Scheinleitwert normgerecht und ist durch
seine handliche Ausfihrung ideal fir den Einsatz vor
Ort geeignet.

SIGMASCOPE® SMP10

Zur Messung der elekirischen Leitfahigkeit von Nichtei-
senmetallen bzw. nichtmagnetisierbaren Metallen wie
z.B. Aluminium, Kupfer und auch Edelstéhlen nach dem
Wirbelstromverfahren. Zudem lassen sich Hérte und Fes-
tigkeit wirmebehandelter Werkstoffe ermitteln, sowie
Hitzeschdden und Materialermidung feststellen.

POROSCOPE® HV20

Zum Auffinden von Poren und Fehlstellen, Rissen und
Fremdkérpereinlagerungen in Auskleidungen und Be-
schichtungen aus Email, Lack, Gummi und Bitumen,
auch in Behdaltern aus GFK oder anderen Kunststoffen.
Mit dem HV20D kénnen auch Materialien geprift
werden, die sich leicht elektrostatisch aufladen.

WERKSTOFFPRUFUNG

15



s Mikrohdrtemessung

Die hohen Anforderungen der modernen Ober-
flachentechnik — sehr hart, sehr diinn oder visko-
elastisch — machen entsprechend leistungsfahige
Messverfahren und -systeme erforderlich.

Die Messgerdte fiir Mikrohdrte von Fischer mes-
sen dort, wo klassische Messverfahren an ihre
Grenzen stoflen — im Nanometerbereich —
schnell, prézise und effektiv.

16
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FISCHERSCOPE® HM2000

Bedienerfreundliche und leistungsféhige Messsysteme
zur prazisen Bestimmung der Mikrohdrte, Elastizitat
oder des viskoelastischen Verhaltens von Werkstoffen.
Sie arbeiten nach dem Kraft-Eindringtiefen-Verfahren.

Das HM2000 S bietet als Stativausfihrung den Einstieg
in die Mikrohdrtemessung und ist fir einfach positionier-
bare Messobjekte sehr gut geeignet.

Fir hdhere Anspriche an die Positionierbarkeit der
Messobjekte stehen das HM2000 XYm mit manueller
Positioniervorrichtung und das HM2000 XYp mit pro-
grammierbarem XY-Tisch fir vollautomatische Messun-
gen zu Auswahl. Fir alle Varianten sind Systeme zur
Schwingungsd@mpfung und verschiedene Positionier-
vorrichtungen erhéltlich.

PICODENTOR® HM500

Mit dem HM500 lassen sich Martensharte HM, elas-
tische KenngréBen und Werkstoffparameter nach der
instrumentierten Eindringprifung bestimmen — auch im
Nanometerbereich.

Durch die hochprazise Wegauflésung im Pikometer-
bereich und die Krafterzeugung bis herunter zu wenigen
Mikronewton kénnen ultradinne Schichten oder Ober-
flachenbereiche beziiglich ihrer mechanischen Eigen-
schaften charakterisiert werden.

Nanoschichten auf Sensoren, Schutzschichten auf Gla-
sern, Beschichtungen von Datentrégern, ionenimplan-
tierte Oberfldchen und Matrixeffekte in Legierungen
gehdren zu den typischen Anwendungsgebieten des

HM500.

Mit programmierbarem XY-Tisch zur Probenpositio-
nierung, aktivem Schwingungsddmpfungstisch und
geschlossener Messkammer ist das HM500 im Labor-
und in der Fertigung vielseitig einsetzbar.

\V/

MIKROHARTEMESSUNG
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Sonden
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So vielfaltig wie die Messaufgaben unserer Kunden ist
auch unser Angebot an Sonden. Fischer-Sonden sind
hochprazise, robust, langlebig und optimal auf die
unterschiedlichsten Messaufgaben abgestimmt.

Da die Sonde das eigentliche Messsignal liefert, bemisst
sich die Qualitat einer messtechnischen Problem|ésung
an der richtigen Sondenauswahl und an der Sonden-
qualitat. Helmut Fischer bietet eine unibertroffene Viel-
falt an Sonden mit extrem guter Wiederholprdzision und
Richtigkeit, alle unter héchsten Qualitétsanforderungen
im eigenen Hause entwickelt und gefertigt.

Das Programm umfasst einige 100 Varianten fir die
unterschiedlichsten Applikationen in der Schichtdicken-
messung und Werkstoffprifung. Und fiir spezielle Mess-
aufgaben entwickeln unsere Experten individuelle

Lésungen.
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Service, Schulung, Seminare, umfangreiches Zubehdr —E——"

Die Helmut Fischer Gruppe ist mit eigensténdigen Unter-
nehmen in allen wichtigen Industrieldndern aktiv. Unse-
rem hohen Anspruch an Qualitat und Kundenzufrieden-
heit entsprechend, sind alle Mitglieder der Gruppe nach
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert.

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und
legen groBten Wert auf gute Beratung und enge
Zusammenarbeit. Service und Unterstitzung unserer
Kunden sind fir uns ebenso wichtig wie technisch
ausgereifte Produkte.

Service

Die Helmut Fischer Gruppe verfigt Gber ein weltweit
hervorragend ausgebautes Servicenetz. Hochqualifi-
zierte Mitarbeiter mit modernster Ausristung kimmern
sich darum, dass die Zuverlassigkeit und Prazision lhrer
Messgeréte erhalten bleibt. Die Bereitstellung von Miet-
und Leihgeréten sowie ein Kalibrierservice sind weitere
Dienstleistungen unserer Serviceorganisation.

Schulung und Seminare

Mit unserem umfassenden Trainingsprogramm wollen
wir Erfahrung und Wissen weitergeben. Wir bieten
Seminaren Uber messtechnische Grundlagen und die
Nutzung der Gerdte bis hin zu Experten-Symposien zu
speziellen Themen an.

Zubehor

Umfangreiches Zubehor erganzt unser Produktsorti-
ment. Manuell und motorisch angetriebene Stative,
Probenhalter in den unterschiedlichsten Bauformen,
Schutzhiillen fir Geréte, Adapter, und vieles mehr was
den taglichen Einsatz erleichtert.

Kalibrierung und Zertifizierung

Ein breites Sortiment an Kalibriernormalen ist bei
Fischer erhaltlich. Als Reinelement-Folien, als Ein- und
Zweischichtnormale und als komplette Normalsdtze.
Helmut Fischer ist als DKD-Kalibrierlabor fir Fléchen-
masse zugelassen, gemafB DIN EN ISO/IEC 17025.
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Fischer weltweit

Helmut Fischer GmbH

Institut fir Elektronik und Messtechnik

71069 Sindelfingen, Germany
Tel. +4970313030
mail@helmut-fischer.de

Fischer Instrumentation (GB) Ltd
Lymington / Hampshire SO41 8JD,
Tel. +44159068 4100
mail@fischergb.co.uk

Fischer Technology, Inc.
Windsor, CT 06095, USA

Tel. +1 86068307 81
info@fischer-technology.com

Helmut Fischer AG
CH-6331 Hiinenberg, Switzerland
Tel. +41 417850800

switzerland@helmutfischer.com
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Fischer Instrumentation Electronique
78180 Montigny le Bretonneux, France
Tel. +33130580058
france@helmutfischer.com

Helmut Fischer S.R.L.

Tecnica di Misura, 20128 Milano, ltaly
Tel. +39022552626
italy@helmutfischer.com

Fischer Instruments, S.A.
08018 Barcelona, Spain
Tel. +34933097916

spain@helmutfischer.com

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
5627 GB Eindhoven, The Netherlands
Tel. +314024822 55

netherlands@helmutfischer.com

Fischer Instruments K.K.
Saitama-ken 340-0012, Japan
Tel. +81489293455
japan@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd
Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Tel. +85224201100
hongkong@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd
Singapore 118529, Singapore
Tel. +656276 6776
singapore@helmutfischer.com

Nantong Fischer Instrumentation Ltd
Shanghai 200333, P.R. China
Tel. +862132513131

china@helmutfischer.com

Fischer Measurement Technologies (India) Pvt. Ltd
Pune 411036, India
Tel. + 912026822065

india@helmutfischer.com

www.helmut-fischer.com
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